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(57) Abstract: The invention relates to a test device comprising a precision signal generator (201) which is used to generate a test 
signal and is connected, by means of a connection line (409), to an input contact (21 1; 221; 231) used for connection to the input of 
an integrated circuit, in addition to at least one reference signal generator (401, 411) for producing a reference signal. Furthermore, 
at least one comparator unit (501, 511, 521) is provided for each input contact (211, 221, 231), said comparator having a test mode 
in which the test signal is compared with the reference signal. The precision signal generator (201) is switched off by the comparator 
unit (501, 51 1, 521) when the test signal exceeds or falls short of the reference signal. 



fs| (57) Zusammenfassung: Die erflndungsgemaBe Testvorrichtung umfasst einen Prazisionssignalgenerator (201) zum Generieren 
eines Testsignals, der iiber eine Anschlussleitung (409) mit einem zum Anschluss an einen Eingang eines integrierten Schaltkreis 
O bestimmten Eingangskontakt (211; 221; 231) verbunden ist, und wenigstens einen Referenzsignalgenerator (401, 411) zum 
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VerofTentlicht: 

— mil intemationalem Recherchenhericht 
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Erzeugen eines Referenzsignals. Femer ist fur jeden Eingangskontakt (21 1, 221, 231) wenigstens eine Vergleichereinheit (501, 511, 
521) vorgesehen, die einem Testmodus aufweist. Im Testmodus wird das Testsignal mit dem Referenzsignal verglichen. Der Prazi- 
sionssignalgenerator (201) wird durch die Vergleichereinheit (501, 511, 521) abgeschaltet, wenn das Testsignal das Referenzsignal 
ubersteigt oder unterschreitet 



